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1. はじめに

　官能検査システム化研究会は，半導体・エレクトロニク
ス分野をはじめとする種々の生産現場で実施されている目
視検査を中心に，それを自動化・システム化する技術につ
いて，最新技術の発信，情報交換，および人材交流などを
目的として活動している。現在，産学官から 22名の皆様に
委員として参加いただいている。本年度は活動開始から第
2期（1期は 2年）を迎え，研究会の名称を昨年度までの官
能検査自動化研究会から現名称に変更している。自動化か
らシステム化に変更したのは，個別の自動化技術にとどま
らず，生産システムとして大きく捉えるべきとの当研究会
委員会での議論の結果である。
　本年度も産業界ではさまざまなニュースがあった。中で
もクラウドやモバイルというビジネス環境で発展を続けて
いるインターネットについては，次の大きなムーブメント
として IoT (Internet of Things)の登場に注目が集まってい
る。IoTは，インダストリー4.0のインパクトとともにもの
づくりの世界にも新たな潮流を生み出しており，今後の産
業・社会に大きな変革を生み出すことが期待されている。
一方で，さまざまな分野において製品の品質・信頼性をめ
ぐる問題は増加傾向にあり，深刻化している感がある。そ
のため，品質・信頼性を支える評価技術・検査技術につい
ては，ますます重要性が増しているが，人が直接検査に関
わる官能検査については，現状のままでは次代の潮流に合
致しないのは明らかである。
　本稿では，本研究会での議論を通じて官能検査自動化・
システム化に関する検査技術の現状と課題を整理し，今後
の展望を述べる。

2. 公開研究会の概要

　競争力のあるものづくりを目指して，高速化，可視化，
定量化，および共通化などをテーマに掲げて，官能検査自
動化・システム化に関する最新技術，企業の有する製品技
術など，この分野では共通性の高い取り組みのご発表をい

ただいた。直近の 2回の公開研究会の概要について紹介し
たい。
1) 第 4回公開研究会（平成 27年 1月 28日開催）
　最初に経営支援 NPOクラブの長谷川堅一氏 1)から「今
こそ競合に勝てる PCB作りを実践せよ」と題して基調講演
をいただいた。日本は開発を担当，アジアで量産といった
電子回路業界の傾向から脱皮して，本来の製品価格競合に
も勝てる業界に戻す必要性とともに，そのための具体策の
提言があった。虚報無し AOI検査で確認工程を無用にする
ことの重要性などが紹介された。
　伊藤忠テクノソリューションズの鈴置昌宏氏 2)から高速
度カメラを用いた画像処理とその応用として，ラインおよ
びエリアスキャンキャンカメラの最新技術動向について，
富士テクニカルリサーチの渡邊　惇氏 3)から光切断法の原
理を用いて基板の寸法や，傾き・たわみなど，3次元外観
形状を短時間かつ高解像度で測定できる検査システムにつ
いて，それぞれ製品技術紹介をいただいた。
　産総研の菊永和也氏 4)からは，静電気可視化計測技術と
して，帯電している対象物を直接または間接的に励振させ
ることで時間変化する電界を誘起し，その変化を遠隔で検
出する静電気計測技術が紹介された。また，筆者からは，
プリント配線板のめっきムラの検査技術について紹介させ
ていただいた。光沢ムラおよび色ムラを散乱光の偏光成分
および波長依存の比でそれぞれ捉え，特徴量抽出と多変量
解析の組み合わせで，最終的には数値化して評価できるこ
と，並行して，現在，IEC/TC91 WG10でめっき外観のあ
たらしい試験方法として標準化の提案を実施していること
などを報告させていただいた 5)。
2) 第 5回公開研究会（平成 27年 7月 28日開催）
　進化する画像センシングをテーマとして，最初に，中京
大の輿水大和氏 6)から「画像技術の元気の素」と題して特
別講演をいただいた。画像技術には長い歴史があり，最近
はさまざまな現場で非常な活況を呈しているが，その本性
は極まっておらず，例えば，画像デジタル化の理論的根
拠，エッジ検出の基本原理の枯渇，周辺視や大局視覚の技
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